Einleitung und Motivation

Reflektivitat als Funktion des Analysatorwinkels
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Anisotrope Dielektrische Funktion

cRDS

Bal der CRDS (cross-polarized reflectance difference spectroscopy) werden die
polarisierten Intensititen der von einer Oberfliche reflektierten ebenen
dektromagnetischen Welle als Funktion Klsiner Anderungen der Positionen
von Polarisator und Analysator gemessen.
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Dabei ist P die 2x2 JONES-Matrix eines linearen Polarisators und R(a) gibt
die Orientierung des Polarisators (a=F), Analysators (a=A) an. P, A sind die
Azimutalwinkel des Polarisators und Andlysators. Die 22 JONES-
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Aufgrund der Struktur dieses e - Tensors sind die nicht verschwindenden Ele-
mente von T entweder unabhéngig, proportional zu De oder vom Typ a+ Dex.
Dadurch ist i Fak{oriSienung von Rysg, in Deund (b, +iby)e, moglich.
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Modell der dielektrischen Funktion fiir CuPt
Ordnungs-Doppelbrechung

Die komplexe dielektrische Funktion e(w), CuPt-geordneter Strukturen 12t
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und heben sich daher bei der Bildung von Differenzen
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Dabei bezieht sich der Index j auf die Polarisation und der Index i numeriert
die Ubergénge. Es wurde dabel nur der Beitrag vertikaler G-Punkt Ubergange
unter Annahme parabolischer Bander bertickichtigt (n=0):
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Die vewendeten Parameter A, GO0 und E,0) bezeichnen die Stirke,
Verbreiterung und Energie des Ubergangs i am Kitischen Punkt n bezogen auf
die Polarisierung j=x.y.2 der infallenden elektromagnetischen Srahiung. Die
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Die in der folgenden Tabelle aufgefiihrten Parameter des
quasi-kubischen  Modells fir  CuPt  geordnetes
Aly Gyl sind die Ergebnisse smultaner Analyse
derim il DFS-Daten.
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CcRDS und DFS-Daten von spontan geor dnetem Al 4Gz NP

Vergleich von DFS [t (O;
F,=0", Probe G3) und cRDS
m(ra/r,} @ F, = 58,
obe A3) Spektren. Fr die
,,bs fit' Daten wurden die
Parameter der Ordnungsdop-
pelbrechung aus der simul-
tanen Andlyse von gVASE,
DFS und cRDS Spektren
verwendet (@ HL 24.5).

Exparimentelle und , bestfit"

Proben mit unterschiedlichem
Ordnungsgrad h.
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Ordnungs-Doppelbrechung von spontan geor dnetem Al ,4Gags,| NP

Ordnungs D

sohiedichem  Ordnungsorad.
Vor und nach den vertikalen
GAarkd Dbergrgen kst

Val spaltung - dE;
(Symbole) fiir A|m<-:.a.,9|np
mit terschiedlichem
Ordnungsgrad bei 300 K dls
Funktion von  EgY. Die t,
gepunkteten Linien resultieren =
ausdem , best fit" nach Ref. 6.

Eine Wolframdraht-Halogenlampe wurde dls Lichtquelle eingesetzt, Als
Polarisator und Analysator wurden schrittmotorgesteuerte Glan-Thompson-
Prismen venwendet. Das reflektierte Licht wurde mit einem Photomultplier

lich detektiert. Der wurde fest auf f, @60°
eingestellt

Kalibrierung der Anordnung

eslecae/stencn von] e L =t e siteren
reltiv zur essungen
Die Kalvicng ot n e isrops Kallbratondobs, % ieht n cr
Mefprobe  sdbst, durchgefit  werden.  Durch den  notwendigen

Probenwechsel kamn die Glte der Kalibration besintréchtigt werden. Die
Abbildungen zeigen fiir eine isotrop und eine schwach anisotrop gewahite
Reflexionsmatrix r die Reflektivitat in Abhéngigkeit von Analysetor- und
Polarisatorwinkel. Nur bei der isotropen Probeist die Position A=00°, P=0° dis

UF (AP) mit 88°EAL92" und
ZLPL2, Pamee Y=a5°, D=90°

wobei: 1 Jr =tanxexp{id}  und
Ir=hyl=0," dso ein isotropes
System. Das Maximum liegt bei
(APB(90", 0°), damit |2 sich die
isotrope  Probe  zur Kalibration
verwenden.

Wie obige Abbildung  jedoch
\r,J /=008, dso en sumam
anisotropes

Madmum nach (APB(OZ, -15)
verschoben it sind _ anisotrope
Proben nicht zur Kalibration der
Einfallsehene zu verwenden.

Zusammenfassung

L . die
Beandlickenenergien von schwach aniotropen Scichtsysemen i Refledion
2u bestimmen. Die beobachtete Doppelbrechung in spontan CuPt-geordnetem
AlGanP wurde as durch ,chemischen Strel* induziete Piezo-
Doppelbrechung interpretert. Das Modell der dielekirischen Funktion fir

Modls fiir AI,Ga“InP stimmen ausgezeichnet mit den Berechnungen von
Wei und Zunger iiber
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